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            Данный гид к лабораторным работам предназначен для 
приобретения навыков по составлению тестов для цифровых 
комбинационных схем и устройств цифровой памяти. 
Практически тестирование выполняется на основе микросхем с 
программируемой логикой при помощи языкового описания на 
языке VHDL и в среде Schematic.  

Представленные лабораторные работы направлены на 
закрепление знаний в области тестирования цифровых 
устройств, а работа с отладочными платами направлена на 
приобретение практических навыков в данной области. 

Гид рекомендован студентам, мастерантам и 
докторантам соответствующего профиля и отражает 
современные технологии в тестировании цифровых 
электронных систем. 
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